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摘要(译)

在超声波检查方法和设备中，可以容易地获得高分辨率和高S / N比检查
图像，并且易于操作。通过改变从阵列探头超声波传感器振荡的超声波
的入射角来执行检查目标内部的检查。然后，在进行检查的同时，通过
使用位移构件，阵列探针超声波传感器经由该位置从该位置顺序地移位
到该位置。该位移允许在每个位置的基础上获取检查图像。最后，通过
将图像移位阵列探针超声波传感器的位移量，通过对检查图像进行相加
或平均，将如此获取的检查图像可视化为处理图像。
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